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快速处理能力、高精度分析

应对自动化操作

多元素同时荧光X线分析装置

自1968年，第一代Simultix问世，多元素同时分析型X射线荧光光谱仪Simultix系列，作为要求快速处

理能力、高精密度分析的工程管理的分析工具，半世纪内，在全世界以1200多台的成绩而自豪。

Simultix15是伴随着技术革新，应对多样化、高度化的需求，在性能、机能以及操作性上更出众优异的

仪器。

在自动化工程管理中，精密度、正确度、处理能力是重要的指标。最

佳匹配的30个元素的固定型分光器（最多可选配40个元素）和4kw的

光管（可选配3kw），可以使Simultix15以出色的速度和精度进行分

析。同时功能强大并且高级人性化设计的操作应用软件、仪器维护

等，使作为元素分析仪器的Simultix15具备更加先进的性能和机能。

要求快速处理能力的现场分析，自动化操作是必不可少的。Simultix15

可以配置样品自动进行系统（ASC48）。此外，还可以应对完全自动

化，制样设备与Simultix15连接后，可以构成全自动分析系统。

3

什么是X射线荧光分析？ 波长色散型（WDX）是什么？

什么是X射线荧光分析？
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荧光X射线产生模型

① 一次X射线照射 ② 内核电子作为光电子放射

（激发状态）

② 来自外核电子的移动（稳定状态），

    产生荧光X射线

X射线照射到样品上，样品中所包含的元素将产生荧光X

射线。每个元素的荧光X射线的波长都是该元素固有

的。测量其强度，可以对样品中所含元素进行定性分

析、定量分析。可以实现对固体、粉末等样品的无损分

析。

X射线荧光光谱仪分为波长色散型光谱仪（WDX）和能

量色散型光谱仪(EDX)。WDX是样品中产生的荧光X射线

通过分光要素（晶体）进行分光，通过检测器选择要分

析的荧光X射线进行计数。所以，具有良好的分辨率和

精度。
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Simultix15的光学系统概念图

何谓多元素同时分析WDX？

扫描型WDX装有测角仪和晶体交换

器，对各元素逐个测量。多元素同时

分析型WDX装有每个测量元素所匹配

的固定型分光器同时分析检测多个元

素，检测过程更加快速。而且这些固

定型分光器的配置可以根据实际应用

进行搭配。

仪器可以选配扫描型分光器。扫描型

分光器可以测量除了固定型分光器所

匹配元素的其他元素，也可以做全元

素无标样定量分析。

多元素同时荧光X线分析装置
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双曲面晶体 人工多层累积膜RX系列晶体

支撑快速 · 高精密度分析的先进技术
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在使用聚焦光学系统的多元素同时分析型荧光光谱仪首

次导入双曲面晶体的固定型分光器。与以往的单曲面晶

体相比，提高了灵敏度。

新开发的Be、B用的人工多层累积膜“RX85”与之前相

比灵敏度大约提高了30%。

※人工多层累积膜RX系列晶体是由理学集团内部研发，使用了承载

着数十年经验的高精制作技术的同时，进行了技术革新的晶体。

不锈钢中的B检量线

相
对X

射
线
强
度

B含量 (mass%)

高速1维半导体检测器FSD

新研发的高速1维半导体检测器FSD（Fluorescence Switching Detector）

可以安装在Simultix15上作为X射线荧光分析使用。FSD超越以往的探测

器（S-PC），以20000kcps超高计数率不用校正就可完成测量。从而

对样品中的主成分可以进行更高的精度的分析。

Ni合金中的Ni检测线

标准值（mass%）

自动真空度控制机构（APC）

5

Simultix 15

传输分析结果

制样设备

上位PC

TCP/IP

RS-232C or Ethernet

RS-232C

Simultix15自动分析系统

样 品 前 处 理 厂 家
进样

Simultix 15
控制PC

控制PC

轻重元素扫描测角仪

应对自动化分析

1

3.90

3.95

2 3 4 5 6 7 8 9 10

mass%

使用了APC时（13±1Pa）

测量次数

测量次数

1

3.90

3.95

4.00

2 3 4 5 6 7 8 9 10

mass%
不使用APC时

多元素同时荧光X线分析装置

分光室内保持一定的真空度，超轻元素（Be~O）的分

析精度会得到极大提高。

全自动玻璃熔样机、自动加压成型机等制样设备和

Simultix15连接后，可以实现分析自动化。

可以用于定性分析和分析频度较少的O~U之间元素的定

量分析。而且也可以做无标样近似定量分析。

铸铁中的C分析例

R=0.09mass% 

R=0.036mass% 
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快速分析能力
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扫描型仪器

 快速

粉末样品也可以放心测量

X射线光管

专 利 技 术

可 选

807978777675747372

He
2

Ne
10

Ar
18

Kr
36

Xe
54

Rn
86

H
1

Uuo
118

Uus
117

Lv
116

Uup
115

Fl
114

Uut
113

AI
13

O
8

S
16

N
7

P
15

B
5

C
6

Si
14

Ga
31

Ge
32

In
49

Sn
50

Sb
51

Tl
81

Pb
82

Bi
83

Po
84

Se
34

As
33

Te
52

Cn
112

Rg
111

Ds
110

Mt
109

Hs
108

Bh
107

Sg
106

Db
105

Rf
104

ReWTaHf

Cd
48

Ag
47

Pd
46

Rh
45

Ru
44

Tc
43

Mo
42

Nb
41

Zr
40

Zn
30

Cu
29

Ni
28

Co
27

Fe
26

Mn
25

Cr
24

V
23

Ti
22

Y
39

Sc
21

Ra
88

Ba
56

Sr
38

Ca
20

Mg
12

Be
4

Li
3

Na
11

K
19

Rb
37

Cs
55

Fr
87

F
9

Cl
17

Br
35

I
53

At
85

Ac
89

Th
90

Pa
91

U
92

Np
93

Pu
94

Am
95

Cm
96

Bk
97

Cf
98

Es
99

Fm
100

Md
101

No
102

Lr
103

La
57

Ce
58

Pr
59

Nd
60

Pm
61

Sm
62

Eu
63

Gd
64

Tb
65

Dy
66

Ho
67

Er
68

Tm
69

Yb
70

Lu
71

HgAuPtIrOs

使用单马达驱动垂直平行快速稳定进样系统、高速数据处理系

统，与扫描型仪器相比可以精度更高且时间更短地进行测量。

上照式可以避免粉末样品对光学系统的污染。并且抽真空和泄

真空的速度可以设置为“高速”“低速”，减少粉体样品、薄

膜样品的破损。使用粉尘过滤器（选配）可以大幅度减少混入

真空泵等元器件的灰尘。

在X射线计数系统采用数字多道分析器（D-MCA），通过高速

数字处理可以在更高计数范围进行线性计数。

在标准配置可以装载Be~U中最多30个通道。作为选配，可以扩

展的40通道。

可以安装轻重元素扫描测角仪（O~U），或者重元素扫描测角

仪（Ti~U）。对定性分析、半定量分析、分析频度较少的元素

定量分析是有效的。

安装衍射通道可以分析烧结矿中的FeO、水泥熟料中的CaO(生

石灰)。一台仪器可以用于XRF和XRD分析。

水泥熔片样品10种成分、20秒测量的情况下，大约是扫描

型设备所需时间的五分之一。

各机能的特点

从样品进样到得出结果所需时间

Simultix 15

X射线光管

样 品

样 品

D-MCA系统
固定型分光器（最大40通道）

扫描型测角仪衍射（XRD）通道 可 选

7

样品传送杯易于清洁。与以往仪器相比维护保养更加方便。

种类 功能

去除Rh-K用 Ru-Kα、Ag- Kα、Cd- Kα的测量

微量Pb、As用 Pb、As等的测量

微量Fe、Cr用 Fe、Cr等的测量

去除Rh-L用 Cd- Lα的测量

分光晶体
原子序数

10 20 30 40 50 60 70 80 90

   LiF（200）

   Ge

   NaCl

   RX6＊1

   RX4

   PET

   RX35＊2

   TAP＊3

   RX45

   RX61

   RX85

＊1 RX6 铜合金专用   ＊2 RX35灵敏度优先   ＊3 TAP 角度分辨率优先

分光晶体的适用元素

探测器的适用元素

19 K

15 P、 17 Cl

16 S

15 P

14 Si

13 Al

8O

9F

7N

6C

4Be 5B

12 Mg

12 Mg

打开转塔 清洁样品传送台内部和样品杯

分光晶体
原子序数

10 20 30 40 50 60 70 80 90

   F-PC

   S-PC

   SC

4Be

12 Mg 48Cd

33As

14Si

32Ge 79Au

52Te 77Ir

K-Line L-Line

92U

92 U

多元素同时荧光X线分析装置

通过滤光片将Rh的特征X射线、连续X射线衰减，可以提高后PB

比（谱峰背景比）。在微量元素分析中效果显著。可在下列各

项中选择一种。

应用于超过最大计数率的高计数率领域。对低含量和高含量均

能取得良好的分析精度。

不测量样品时将X射线快门关闭，可以延长探测器的使用寿命

（标准配置）。在对核电站炉水分析时可以消除放射线的影

响。

选 配衰减器

选 配

一次X射线滤光片

X射线快门

清洁保养方便
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7

样品传送杯易于清洁。与以往仪器相比维护保养更加方便。

种类 功能
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多元素同时荧光X线分析装置

通过滤光片将Rh的特征X射线、连续X射线衰减，可以提高后PB
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锌铁合金化（GA）钢板镀
层中的Fe含量分析

水泥熟料中游离氧化钙
的定量分析

钛酸钡的高精度摩尔比分析

8

烧结矿中FeO的定量分析

铁矿石的定量分析

FeO的检量线

铁矿石中的T.Fe的检量线

重复测量结果

重复测量结果
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平均值       12.09

标准偏差 0.022
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标准偏差 0.017

）%（.V.C         0.56
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※可选式样的测量示例。详细情况请咨询。 

通过特殊光学系统与薄膜FP法的组合，可以准确分析出GA镀层

中铁的含量。（专利技术 ）

搭载CaO衍射通道，能够对水泥熟料中的f-CaO进行定量分

析。

搭载FeO衍射通道,可以对铁矿石、烧结矿中的FeO进行定量分

析。

对于高电介质材料的钛酸钡，需要进行高精度摩尔比分析。

Simultix15可进行重复精度达σ=0.0001的高精度分析

个性化定制实现多样化的测量

Fe含量的X射线分析值与

化学分析值的相关性   

游离氧化钙的检量线

Ba/Ti摩尔比的检量线

Fe含量的

重复测量结果

准确度：0.67 mass%

对矿石、精矿使用粉末

压片法分析时，采用FP

法算出的康普顿散射线

理论基体校正系数，能

够进行准确的分析。对

铜矿石、镍矿石等同样

有效。（专利技术）

9

软件功能多样化

主菜单显示

全新的主菜单

采用了定量分析流程栏 半定量分析

自动选择组条件

多元素同时荧光X线分析装置

全新的Simultix15软件，通过桌面上部的工具栏可以进行日常的定量分析、维护、设置测量条件等操作。并且，可以根据操作者分别设置不

同的访问级别，以防止误操作造成的数据库变更或删除。

采用了受到好评的扫描型XRF软件使用的定量分析流程栏，在多

道仪器上实现了从条件设置到检量线作成的飞跃性改善。

半定量分析是使用FP法标准分析程序，指把各元素用最合适的

条件进行定性分析的结果与仪器内置的灵敏度库进行对比计算

得出近似定量值。仪器上搭载扫描型测角仪、FP法程序、半定

量分析数据库便可以方便地使用。

预先测量所指定的元素分析线的X射线强度，在获得的强度中可

以自动选择分析条件进行测量。在分析多种类型的样品时，无

需分别选择每个样品的条件。功能十分便利。

定量分析               定量应用              数据处理                定性分析　      定性分析参数               工具                      维护                  系统管理            显示操作面板               登录
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全新的Simultix15软件，通过桌面上部的工具栏可以进行日常的定量分析、维护、设置测量条件等操作。并且，可以根据操作者分别设置不

同的访问级别，以防止误操作造成的数据库变更或删除。

采用了受到好评的扫描型XRF软件使用的定量分析流程栏，在多

道仪器上实现了从条件设置到检量线作成的飞跃性改善。

半定量分析是使用FP法标准分析程序，指把各元素用最合适的

条件进行定性分析的结果与仪器内置的灵敏度库进行对比计算

得出近似定量值。仪器上搭载扫描型测角仪、FP法程序、半定

量分析数据库便可以方便地使用。

预先测量所指定的元素分析线的X射线强度，在获得的强度中可

以自动选择分析条件进行测量。在分析多种类型的样品时，无

需分别选择每个样品的条件。功能十分便利。
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各行业中的应用

钢铁

水泥

有色金属

化学工业

水泥工厂的XRF分析例

原料过程 整理过程

原料分析

验收分析 混合原料分析 熟料分析 成品分析

预热装置

熟料桶 石膏

水泥桶

水泥磨
粘土

硅石及其他

石灰石

废弃物，副产品

原料磨

转炉

料桶

焼成工程烧制过程

可以进行铁矿石等原料分

析，各种金属的组成成分分

析，镀锡钢板、镀锌钢板等

的附着量分析、锌铁合金化

钢板中Fe的含量分析。参考

标准：ISO9516-1

由于WDX对轻元素有很好

的分辨率，因此较多应用于

水泥分析中。Simultix15可

以对原料、混合原料、熟

料、最终制品等的构成进行

分析。并且可以选配分析游

离石灰（f-CaO）。

参考标准：ASTM C114

对于磁性材料和介电材料，

采用超高速计数器、最匹配

的固定型分光器，可以对主

成分进行高精度分析。对于

汽车催化剂，通过一次过滤

器可提高微量Pd,Rh的分析

精度 。

通过散射线比值法计算出的

理论基体校正系数，可以精

确 分 析 矿 石 和 精 矿 。

Simultix15不仅能进行回收

原料的分析和炉前快速分

析，并且可以搭载特殊Ｐ通

道，对铜合金中的微量P进

行分析

规格

安装条件

11

外形尺寸 安装示例

规格/安装条件

X射线发生部
X射线管 Rh靶4kw或3kw

X射线发生器 固态高频式  最大定额:4kw

分光部

一次X射线过滤器
选配

去除Rh-K用/微量Pb、As用/微量Fe、Cr用 /去除Rh-L用

固定型分光器 最大30（选配：最大40）从Be-U中选择

扫描型分光器

选配

重元素扫描测角仪（Ti-U）

重轻元素扫描测角仪（O-U）

探测器

SC（闪烁计数器）

F-PC(流气正比计数器)

S-PC(封闭式正比计数器)

FSD(高速一维半导体探测器)

最大样品尺寸 φ52mm*30mm(H)

样品交换器 8个（标准）ASC48（选配）

所需电源 单相电源（220V±10% 40A）

接地规格 10Ω以下的D种接地（单独）

冷却水 水温 ：30℃以下、水压：0.29-0.49MPa、水量：5L/min、水质：自来水程度

室温 <30℃（温差±2℃）

湿度 尽量在75%RH以下

振动 2m/s2以下（人体感知不到的程度）

压缩空气

Simultix 15

30
6

17
00

92
0

880

13
00

11
30

17
0

516

17
0

71
5

750
15

53
10

11

71
5

750

516

880

11
30 13

00

主机

空调

电源盒

气瓶
H 1400

旋转泵
φ240 H 306

W 28 kg

Simultix 15
H 1700
W 700 kg

给排水

多元素同时荧光X线分析装置
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主机

空调

电源盒

气瓶
H 1400

旋转泵
φ240 H 306

W 28 kg

Simultix 15
H 1700
W 700 kg

给排水

多元素同时荧光X线分析装置



多元素同时荧光X线分析装置


